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Załącznik nr 1 do ogłoszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Spektrofotometr do badań właściwości maskujących wyrobów specjalnych wymagania normy 
NO-10-A504: 2017 oraz NO-84-A203: 2020
Parametry wymagane
-Zakres spektralny nie mniejszy niż 200-2500 nm.
-Układ optyczny dwuwiązkowy.
-Szerokość szczeliny spektralnej regulowana: 
przynajmniej 6 różnych wartości w zakresie nie mniejszym niż: 0,1-10 nm dla zakresu UV-Vis,
 przynajmniej 6 różnych wartości w zakresie nie mniejszym niż: 0,4-40 nm dla zakresu NIR.
-Specjalny tryb szczeliny spektralnej do pomiarów w trybie niskiego rozproszenia światła.
-Źródło promieniowania: lampa deuterowa oraz lampa halogenowa.
-Możliwość wyboru z poziomu oprogramowania długości fali, przy której następuje automatyczna zmiana lampy w zakresie nie mniejszym niż 335 - 345 nm.
-Możliwość wyboru z poziomu oprogramowania długości fali, przy której następuje automatyczna zmiana detektora i siatki dyfrakcyjnej w zakresie nie mniejszym niż 760 - 860 nm.
-Zakres fotometryczny, co najmniej: od -4 do +4 Abs (dla zakresu UV-Vis) i od -3 do +3 Abs (dla zakresu NIR).
-Dokładność fotometryczna nie gorsza niż ± 0,0025 Abs (dla zakresu 0-1 Abs).
-Dokładność długości fali nie gorsza niż: ± 0,3 nm (mierzone dla piku 656,1 nm) i ((1,5 nm (mierzone dla piku 1312,2 nm).
-Prędkość przechodzenia do wybranej długości fali nie mniejsza niż: 12 000 nm/min dla zakresu UV/VIS oraz 40 000 nm/min dla zakresu NIR.
-Szybkość skanowania regulowana w zakresie nie mniejszym niż: 10-4000 nm/min.
-Stabilność linii bazowej nie gorsza niż: ± 0,0004 Abs/h.
-Światło rozproszone nie większe niż: 0,005% przy 220 nm.
-Funkcja automatycznego rozpoznawania zainstalowanych akcesoriów. 
-Spektrofotometr wyposażony w dedykowany przycisk do szybkich pomiarów seryjnych.
-Komunikacja z komputerem klasy PC za pomocą wbudowanego złącza USB.
-Sfera całkująca o zakresie spektralnym nie mniejszym niż 220 – 2 200 nm, średnica sfery co najmniej 150 mm.
-Jednostka sterująca: komputer klasy PC o parametrach nie gorszych niż:
procesor minimum 3,0 GHz,
dysk twardy minimum 512 GB GB SSD
pamięć operacyjna minimum 8 GB,
 system operacyjny kompatybilny z oprogramowaniem spektrofotometru.
-Oprogramowanie sterujące i analityczne o następujących funkcjach:
sterowanie spektrofotometrem, testowanie aparatu, funkcje kalibracyjne,
Wykonywanie pomiarów transmitancji, absorbancji, skanowanie widma próbki w dowolnie wybranym zakresie spektralnym,
 pomiar jednej próbki przy kilku wybranych długościach fali (minimum 8),
 zintegrowany system wyszukiwania i podglądu zapisanych widm,
 analiza danych - obróbka widm (wyszukiwanie pików, funkcje matematyczne, liczenie pochodnych, korekcja linii bazowej),
zintegrowany moduł do tworzenia prezentacji zapisanych danych,
licencja producenta upoważniająca do korzystania z oprogramowania analitycznego na wielu stanowiskach,
program walidacyjny umożliwiający szybkie sprawdzanie najważniejszych parametrów pomiarowych spektrofotometru (dokładność długości fali, dokładność fotometryczna, stabilność, poziom szumów itp.)
Okres gwarancji na cały przedmiot zamówienia – 24 miesiące.

UWAGA:

Wszelkie odniesienia w treści dokumentu do norm zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne", zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.
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